Исследование структурных характеристик подложек КЦТ, предназначенных для выращивания ГЭС КРТ
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В настоящей работе представлены экспериментальные результаты исследования структурных характеристик подложек кадмий-цинк-теллур, пригодных для эпитаксии кадмий-ртуть-теллур (КРТ), методами рентгеновской дифрактометрии, инфракрасной и оптической микроскопии.
Экспериментально было определено, что метод двухкристальной рентгеновской дифрактометрии позволяет проводить сравнительно быструю оценку пригодности пластин для дальнейшего технологического процесса. Для корректного описания свойств материала, поверхность образца должна быть тщательно обработана и нарушенный слой должен отсутствовать. Наличие царапин оказывает существенное влияние на уширение кривых качаний. Показана взаимосвязь формы и ПШПВ кривой дифракционного отражения (КДО) со структурными дефектами, присутствующим и в материале. Расщепление пика на КДО связано с присутствием областей с разориентацией 1-2º и ячеистым распределением дислокаций. Равномерное распределение дислокаций (вплоть до 106 см-2) и присутствие микродвойников увеличивают значения ПШПВ и не оказывают влияния на форму КДО. Преципитаты, присутствующие в материале в количестве 3·103-1·104 см-2, не оказывают влияния на ПШПВ КДО.
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